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Sposéb pomiaru drogi dyfuzji nadmiarowych nos$nikéw pradu
w polprzewodnikach

1
Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru
drogi dyfuzji nadmiarowych no$nikéw prgdu w
polprzewodnikach. Spos6b znajduje korzystne za-
stosowanie przy produkcji przyrzgdéw polprze-
wodnikowych, w badaniach jednorodno$ci Kkrysz-
talow.

Stosowane dotychczas metody pomiaru drogi dy-
fuzji nadmiarowych no$nikéw pradu zakladajg
jednorodno$é badanego krysztalu. Zawodnosé tego
zalozenia jest dotkliwa w spotykanych czesto w
praktyce przypadkach niejednorodnego rozkladu
koncentracji no$nikéow pradu oraz zbyt duzej lub
zmiennej w obszarze mierzonym predkosci rekom-
binacji powierzchniowej.

Znany sposéb pomiaru drogi dyfuzji polega na
punktowym os§wietleniu badanej prébki péiprze-
wodnika i zmierzeniu wywolanego tym o§wietle-
niem fotoprzewodnictwa. Wielkos§é efektu fotoprze-
wodnictwa badanej probki poréwnuje sie nastep-
nie z efektem fotoprzewodnictwa wytworzonym tg
samg sondg sSwietlng w préobce wzorcowej ktorg
umieszcza sie¢ ‘'w miejsce probki badanej, po czym
na tej podstawie wylicza sie droge dyfuzji L.

Wada znanego sposobu jest koniecznosé posiada-
nia wzorcowych proébek danego materialu pdélprze-
wodnikowego o podobnej wartosci rekombinacji
powierzchniowej. Dalsza wada jest koniecznosé
wymieniania prébki badanej na prébke wzorcowa,
co utrudnia lub nawet uniemozliwia dokladne ba-
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danie punktowe, falszujgc przez to wyniki pomia-
réw.

Celem wynalazku jest taki spos6b pomiaru dro-
gi dyfuzji nadmiarowych moéniké6w pragdu w pol-
przewodnikach, ktéry pozwolilby dokonywaé po-
miar z wiekszg niz dotychczas dokladnoscig, bez
koniecznosci usuwania badanej prébki z urzadze-
nia pomiarowego przed zakonczeniem pomiaru,
jak tez bez wzgledu na stopien niejednorodnosci
materialu pétprzewodnikowego. )

Cel ten osiggniety zostal w sposobie bedacym
przedmiotem wynalazku, zgodnie z ktérym badang
probke poélprzewodnika o$wietla sie mna =zmiane
Swiatlem o dwu réznych spektralnych przedzialach
promieniowania mierzac jednocze$nie wywolywa-
ne w prébce napiecia fotoprzewodnicbtwa, nastep-
nie droge dyfuzji wyznacza sie ze stosunku tak
pomierzonych wartosci fotoprzewodnictwa.

Korzyécig techniczng jaka zapewnia sposéb we-
dlug wynalazku, to przede wszystkim moZliwosé
pomiaru drogi dyfuzji w pdélprzewodnikach
o znacznym stopniu niejednorodnosci, z wigkszg
niz dotychczas dokladnodcig i bez zmiany poloze-
nia prébki w urzadzeniu pomiarowym. Dalsze ko-
rzy$ci, to umozliwienie dokonywania pomiaréw
bardzo malych wartoSci drogi dyfuzji, takze mna
malych obszarach i w miejscach trudno dostep-
nych.

Przykladowe wykonanie pomiaru sposobem we-
dlug wynalazku opisane jest nizej. Badang proébke
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pélprzewodnika Tumieszcza sie w polu sondy
$§wietlnej, nastepnie $wiatlo sondy koncentruje sie
jako punkt §wietlny na wybranym obszarze préb-
ki. Mierzy sie napiecie fotoprzewodnictwa, po
czym zmienia sie spektfralny zakres promieniowa-
nia $§wietlnego i powtérnie mierzy sie napiecie
fotoprzewodnictwa przy zmienionym zakresie wid-
ma. Przykladowo prébke os$wietla sie pelnym wid-
mem S$wiatla bialego i czescig tego widma, wpro-
wadzajgc w droge promieniowania odpowiednie
filtry.

Ze stosunku fotoprzewodnictwa w dwu prze-
dzialach promieniowania $wietlnego, znajac cha-
rakterystyki Zrodia Swiatla i filtrow ktore to ele-
menty sg stalymi urzadzenia pomiarowego, wyzna-
cza si¢ wedlug znanych wzoréw wielko$¢ drogi
dyfuzli.” " o v

Spodéb wedlug wynalazku pozwala ponadto
wyznaczaé¢ predkosci reKombinacji powierzchnio-
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wej, a takze pomiar pochodnej opornos$ci wlasci-
wej. Dla tych pomiaréw, nie zmienia si¢ polozenia
prébki, zmienia sie jedynie zesp6l filtrow formu-
jacych sklad spektralny promieniowania.’

Zastrzezenie patemntowe

Sposéb pomiaru drogi dyfuzji 'nadm.iarowych
no$nikéw pradu w poélprzewodnikach polegajgcy
na punktowym oswietlaniu badanej prébki pél-
przewodnika i pomiarze wywolanego oswietleniem
napiecia .fotoprzewodnictwa, zZnamienny tym, zZe
badang prébke poélprzewodnika oswietla sie na
zmiane $§wiatlem o dwu roéznych spektralnych
przedzialach promieniowania mierzgc jednoczes$nie
wywolywane w prébce napigcia fotoprzewodnictwa,
nastepnie droge dyfuzji wyznacza sie ze stosunku
tak pomierzonych wartosci fotoprzewodnictwa.

»Ruch” W-wa, z. 625-72, nak!l. 205+ 20 egz.
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